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１．概要（Summary）

多孔性配位高分子(MOF)は金属イオンと配位子の

自己集合から形成され、細孔のサイズや形状などの設

計性や物質群としての多様性に優れている。さらに、

ガス吸着選択性やイオン伝導性、触媒特性などを示す

ことから注目を集めている。近年、MOF を薄膜化す

ることによりガス分離やセンサー、触媒などの応用を

目指した研究がなされている。膜の配向性は物性に大

きな影響を与えることに加え、細孔を効率的に利用す

るという観点からも配向性の制御は重要である。今回、

MOF の二次元ナノシートを合成し、シリコン基板上

での MOF 結晶配向膜を構築する上で、表面のより精

密な測定が必要になったので、貴大学の原子間力顕微

鏡（AFM)を用いて測定を行った。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

環境維持・制御装置、AFM 装置

【実験方法】

作製した基板にタッピングモードの AFM を用いて、基

板表面の状態を観測した。

３．結果と考察（Results and Discussion）

基板表面の状態や膜厚を測定するため、AFM によ

る観測を行った。

Si/TiO2 20 nm の基板上に MOF ナノシートを 20 層積

層させたものをサンプルに用いた。得られた画像デー

タは Fig. 1.のようになり、小葉状に基板を覆っている

ことが確認された。

また、白線部分のラインプロファイルの解析により

膜の幅は 200~400 ナノメートル程度であり、ドメイン

として観測された。また、厚み方向については~20 ナ

ノメートル程度であり、計算から求められる理想的な

膜厚、18 ナノメートルに近い値となった。

Fig. 1. AFM image of MOF nano sheets 20 layers
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